Seminarium

,Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania informatyki

obstugujqcej takie zadania”

Organizatorzy: Centrum Studiow Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Koordynatorzy: llona Sadowska (CSZ), Janusz Zawita-NiedZwiecki (Cl)

Seminarium ,,Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inZynierskiego i biznesowego”

4

wtorki 16:15-17.30 Gmach Gtéwny PW sala 213

Organizatorzy: Centrum Studiéw Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Semestr letni 2014/2015

Data

Temat

Autor/Autorzy

3.03.2015
16:15-17:30
GG 213

»Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonéw w przewodnikach jonéw tlenu”

Materiaty, w ktorych mozliwy jest swobodny ruch jondéw znajduja obecnie zastosowanie w
roznorodnych urzadzeniach elektrochemicznych np. do przetwarzania i magazynowania energii (ogniwa
paliwowe, baterie litowe) czy tez w czujnikach cisnien parcjalnych gazow. Prowadzone badania majg na
celu zar6wno otrzymanie nowych materiatow jak i1 poznanie i wyjasnienie mechanizmow transportu
jonowego. Wyniki badan eksperymentalnych opisujg makroskopowy, usredniony obraz struktury oraz
wlasciwosci elektrycznych badanych materiatow. W prezentacji przedstawione zostang metody analizy
Rietvelda oraz tzw. metody total scattering, ktore umozliwiaja stworzenie mikroskopowego modelu
struktury atomowej na podstawie danych dyfrakcji rentgenowskiej i neutronéw. Uzyskane wyniki
poréwnane zostang z wynikami modelowania ab-initio, w ktérym zachowanie si¢ jonéw w strukturze
opisane jest za pomocg kwantowo-mechanicznego funkcjonatu gestosci DFT. W prezentacji omowione
zostang wady i zalety kazdej ze wspomnianych metod modelowania a takze ograniczenia skali
modelowanych uktadéw wynikajace z ich ztozonosci. W dyskusji przedstawione zostang wyniki badan
przewodnikow jonow tlenu powstatych w wyniku domieszkowania tlenku bizmutu tlenkami innych
metali. Przedstawiony zostanie miedzy innymi wptyw lokalnego otoczenia kationdw, zaréwno bizmutu
jak i domieszki, na przewodnictwo jonowe w tych materiatach.

dr inz. Wojciech Wraébel
Zaklad Joniki Ciala Stalego

Wydzial Fizyki PW
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»Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inzynierskiego i biznesowego"

W obecnym $wiecie zauwazamy staly wzrost liczby przetwarzanych danych, a takze postgpujace
wymagania biznesu i nauki. Zauwazamy takze wydajniejszg i tansza technologi¢ komputerowa. Tworzy
to podstawy pod ksztattowanie nowego paradygmatu zarzgdzania informacjg. Platforma realizujacg takie
podejscie jest SAP HANA. Tworzy ona nowe mozliwosci zbierania, przetwarzania, umiej¢tnego
skonsumowania danych oraz udostepniania wynikow; a wszystko to w czasie rzeczywistym.

SAP HANA jest innowacyjng baza danych in-memory oraz platformg bazujacg na nowoczesnych
architekturach przetwarzania danych i wykorzystujgcg zaawansowane mozliwosci sprzetowe. Jest
wieloustugowa platformg aplikacyjna, ktora zawiera rézne silniki: bazy danych, kalkulacyjny,
analityczny 1 predykcyjny, umozliwiajace m.in. wyszukiwania tekstowe, eksploracj¢ danych, analizy
semantyczne, obstuge danych przestrzennych (GIS), operacje planistyczny, przetwarzania zdarzen ESP,
posiada wbudowany interfejs pozwalajacy na wywotywanie procedur napisanych w jezyku R,
srodowisko tworzenia aplikacji (HTMLS, JavaScript) i innowacyjne mechanizmy integracji danych np.
z HADOORP.

Dzigki platformie SAP HANA mozna wykonywac¢ ztozone analizy na duzych wolumenach danych, z
wykorzystaniem sprawdzonych modeli, a takze przetwarza¢ duza liczb¢ danych w pamigci, tak aby
zapewni¢ trafne prognozy dla przysztych dziatan biznesowych i naukowych.

dyr. Andrzej Frydecki
Customer Solution Manager
SAP Polska Sp. z 0.0.
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»Potencjal wspoélpracy ICM z Politechnikg Warszawska”

W prelekeji zostanie zarysowany potencjal wspotpracy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (ICM) z Politechnikg Warszawska w obszarze badan naukowych i
prac rozwojowych na ktory sktadaja si¢ ustugi ICM adresowane do srodowiska naukowego Politechniki
Warszawskiej: (i) mozliwo$¢ udostgpnienia mocy obliczeniowych i przestrzeni do sktadowania danych
(storage) niezbednej do prowadzenia obliczen oraz (ii) wsparcie merytoryczne w zakresie uruchamiania
srodowiska obliczeniowego, w tym pomoc w implementowaniu konkretnych aplikacji obliczeniowych,

prof. dr hab. Marek Niezgddka

Dyrektor ICM
Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego
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rozwigzywanie probleméw programistycznych, optymalizacje¢ wielkoskalowych modeli obliczeniowych
i rozwdj nowych generacji algorytméw obliczeniowych optymalizowanych dla wprowadzonych
generacji  architektur komputerowych, alokacja hybrydowych i rozproszonych zasobow
infrastrukturalnych, funkcjonujacych w Srodowiskach rozproszonych, przetwarzanie i udostgpnianie
masywnych zbioréw danych dla potrzeb obliczen wielkoskalowych, (iii) prowadzenie szkolen z zakresu
obstugi aplikacji obliczeniowych oraz w kierunku efektywnego wykorzystania zasobéw obliczeniowych
(zagadnienia programowania rownoleglego i programowanie nowych architektur procesorowych).
Wyzej wymienione kompetencje ICM adresowane do $rodowiska naukowego zostang zilustrowane
szeregiem dotychczasowych inicjatyw projektowych.

i Komputerowego (ICM)
Uniwersytet WarszawskKi
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»Internet produkcyjno-logistyczny — budowa sieci semantycznej
z zastosowaniem inzynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej — podejscie
eScop”

W referacie rozpatruje si¢ wykorzystanie koncepcji sieci semantycznej (Semantic Web) jako
infrastruktury lub standardu dla bgdacymi podstawa rozwoju nowych form integracji produkcji i
logistyki rozproszonej globalnie. Bazujac na do§wiadczeniach z projektu UE eScop (Embedded systems
Service-based Control for Open manufacturing and Process automation), wynikach prac rozwojowych
nad internetem logistycznym (m) oraz innych projektow badawczych, analizowane sg mozliwosci
rozwoju internetu produkcyjno-logistycznego. Z jednej strony rozpatrywane sg hipotetyczne nowe formy
strukturalne i procesowe funkcjonowania handlu i przemystu, jakie moglyby si¢ rozwing¢ w wyniku
zastosowania technologii semantycznych i opartych na nich ushug sieciowych. Z drugiej strony
analizowane sa bariery teoretyczne oraz technologiczne, zwlaszcza w kontekscie przyjecia inzynierii
ontologii jako podstawy koncepcji sieci semantycznej i jezyka OWL (Web Ontology Language). Bariery
teoretyczne zwigzane sg przede wszystkim z ograniczeniami formalnymi ontologii przyjetymi w
zatozeniach sieci semantycznej. Ich ominigcie jest mozliwe poprzez rozszerzenie formalizacji ontologii
0 aspekty mereotopologiczny i czasoprzestrzenny, co da postawy dla tworzenia nowych konceptualizacji
systemOw i procesow, np. rozproszonych semantycznych sterowan heterarchicznych. Takie ujecie

dr inz. Stanislaw Strzelczak

Wydzial Inzynierii Produkcji
PW
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umozliwi¢ moze m.in. inteligentne sterowanie w czasie zblizonym do rzeczywistego rozproszonych
ztozonych struktur i procesow, integrujacych ludzi i urzadzenia techniczne. Bariery technologiczne
dotycza efektywnosci srodkow technicznych inzynierii ontologii zwlaszcza w aspekcie
wielkoskalowo$ci przetwarzania informacji.
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»Przelom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja,
optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury” - kontynuacja

Dziedzina ksztattowania przestrzeni pozostawata przez wieki na marginesie oddziatywania nauki. Nawet
anglosaski empiryzm, otwierajacy pole dla ekspansji rozumowania indukcyjnego, nie zmienit tu zbyt
wiele. Ztozone organizmy budynku, zespotlu, miasta projektowano dzigki stosowaniu metody prob i
btedow. Nie dowodzono, lecz eksplorowano.

Cyfryzacja warsztatu przeobrazita metodyke architektoniczng. Wkradta si¢ do pracowni projektowych
tylnymi drzwiami — dzigki wygodzie i wydajnosci oprogramowania CAD. To dzigki nim, wirtualny
obraz budowli istniejgcy dawniej tylko w glowie architekta, zastgpiony zostal cyfrowym modelem
budynku (dzi§ — modelem informacji o budynku). Rozwdj technik modelowania architektonicznego
zwigzany jest z integracjg stale powickszanej liczby zagadnien. Dzigki mozliwosci ujecia (i przeliczania)
niedostepnych dotad zbiorow danych, wspolczesne modele budynkéw i miast zyskaty niespotykang
wiernosc¢. Pozwalajg nie tylko wizualizowaé efekt wyobrazen lecz takze kontrolowaé procesy budowy,
uzytkowania 1 starzenia. Umozliwiaja spojrzenie w przysztos¢ 1 przewidzenie skutkow
najkosztowniejszych dziatan inwestycyjnych. Wyktad zawiera¢ bedzie dwa watki rozwazan. Pierwszy
uwypukli zmian¢ paradygmatu jaka dokonata si¢ w dziedzinie architektury dzieki upowszechnieniu
wykorzystania cyfrowych modeli budynkéw i miast. Drugi, dzigki przedstawieniu charakterystycznych
projektow 1 realizacji, pozwoli zarysowac typologi¢ nowych, dla sztuki ksztaltowania przestrzeni,
technik i zadan.

dr hab. inz. arch. Jan Slyk prof.
nzw. PW

Wydzial Architektury PW
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,-Modelowanie wieloskalowe
w projektowaniu nowoczesnych materialow inzynierskich”

Wiasciwo$ci materiatow zalezg od ich struktury. Poprzez ksztaltowanie struktury materiatu na r6znym
poziomie skali wymiarowej mozliwe jest modyfikacja wybranych wlasciwosci. Obecne techniki
wytwarzania materialdw pozwalajg tworzy¢ uktady nie tylko roznigce si¢ rodzajem atoméw (sktad
atomowy) 1 ich rozmieszczeniem w ramach krysztalu (sktad fazowy) ale takze pozwalajg $wiadomie
wprowadza¢ do materiatu defekty (mikrostruktura). Dzigki temu mozliwe jest uzyskanie olbrzymiej
réznorodnos¢ cech nawet w obrebie jednej grupy materiatow.

Z drugiej strony ta olbrzymia réznorodnos¢ sprawia, ze okreslenie wplywu struktury na wlasciwosci za
pomoca tradycyjnych technik badawczych staje si¢ czasochtonne i kosztowne. Z pomoca przychodza
tutaj techniki symulacji komputerowych. Ich rozwdj, w potaczeniu z szybkim wzrostem mocy
obliczeniowych wspotczesnych komputerow, pozwala projektowac materialy o nowych, badz istotnie
lepszych w stosunku do istniejacych, wlasciwosciach.

W prezentacji przedstawione zostang wyniki prac skupione w obszarze projektowania wlasciwosci
metali o strukturze nanokrystalicznej. Na przyktadach obliczen numerycznych z wykorzystaniem metod
wielkoskalowych przedstawione zostanie w jaki sposob poszczegélne elementy struktury wptywajg na
wla$ciwos$ci nanometali.

dr inz. Tomasz Wejrzanowski

Wydzial Inzynierii Materialowej
PW
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»Modele ilosciowe i jakoSciowe
w diagnostyce proceséw przemystowych”

W instalacjach technologicznych w przemysle energetycznym, chemicznym, hutniczym, spozywczym i
wielu innych pomimo stosowania elementow o duzej niezawodnosci nieuchronne sg jednak uszkodzenia
komponentéw instalacji technologicznej, urzadzen pomiarowych i wykonawczych, a takze btedy
ludzkie. Mogg by¢ one przyczyna awarii przynoszacych powazne straty ekonomiczne, a w wielu
przypadkach stanowig zagrozenie dla ludzi i sSrodowiska. Aby operatorzy mogli podejmowac skuteczne
dzialania zabezpieczajace, konieczne jest rozpoznanie sytuacji awaryjnej w czasie rzeczywistym,
polegajace na wskazaniu uszkodzonych elementéw procesu.

prof. dr hab. inz. Jan Maciej
Koscielny

Dyrektor Instytutu Automatyki
i RobotykKi
Wydzial Mechatroniki PW
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Role systemu diagnostycznego w powszechnie stosowanych zdecentralizowanych systemach sterowania
peti system alarmowy. Realizuje on wylacznie proste algorytmy detekcji uszkodzen, polegajace na
kontroli ograniczen lub analizie sygnatow. Systemy alarmowe majg wiele wad, takich jak: wystepowanie
w krotkim czasie bardzo duzej liczby alarmow w stanach z uszkodzeniami, op6znienia detekcji oraz
maskowanie uszkodzen przez obwody regulacji. Dlatego w ostatnim okresie rozwijane s3 systemy
diagnostyczne realizujace zadania detekcji 1 lokalizacji uszkodzen. Do realizacji tych zadan
wykorzystywane sa réznego rodzaju modele. Diagnostyka bazujgca na modelach pozwala na wczesne
wykrywanie uszkodzen o matych rozmiarach i precyzyjng ich lokalizacj¢. Elementem prezentacji bedzie
poréwnanie diagnostyki proceséw prowadzonej bez wykorzystania modeli i z zastosowaniem modeli.
Celem referatu jest przedstawienie modeli ilosciowych i jako$ciowych stosowanych w zaawansowanej
diagnostyce ztozonych instalacji technologicznych. Podana zostanie klasyfikacja stosowanych modeli.
Wyrdznione zostang dwa podstawowe podejscia i odpowiadajgce im modele, rdznigce si¢ stopniem
posiadanej wiedzy o obiekcie diagnozowania. Pierwsze polega na diagnozowaniu z zastosowaniem
modeli analitycznych uwzgl¢dniajacych wptyw uszkodzen. W drugim podejsciu do detekeji uszkodzen
wykorzystywane sg modele ilosciowe (analityczne, neuronowe, rozmyte, statystyczne), ktore wptywu
uszkodzen na wyjscia procesu nie uwzgledniaja, a do lokalizacji uszkodzen modele ilosciowe lub
jako$ciowe okreslajace zwigzek migdzy uszkodzeniami i wartoSciami sygnatow diagnostycznych.
Scharakteryzowane zostang problemy diagnozowania z zastosowaniem modeli. W podsumowaniu
omoéwiony zostanie wplyw biezacej diagnostyki na niezawodnosc¢ i bezpieczenstwo procesu, a takze na
redukcje strat ekonomicznych.




